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The profile of X-ray diffraction peaks in the spectra of the powder mixtures was simu-
lated. Various mixtures of microcrystalline and nanocrystalline powders of hexagonal 
(𝑠𝑝. 𝑔𝑟. 𝑃6̅𝑚2) tungsten carbide 𝑊𝐶 were studied. According to the preliminary estimates, 
the profile of the Bragg reflection can determine heterogeneity of the grain size. 
 
Существенной проблемой анализа нанокристаллических дисперсных систем 
является объективная оценка основных микроструктурных характеристик кри-
сталлитов – их характерного размера (или распределения по размерам), величи-
ны остаточных микронапряжений и параметров кристаллической решетки. 
Исследования методом рентгеновской дифракции, для решения части этих 
задач, используются повсеместно и в литературе подробно изложены методоло-
гия обработки рентгеновских дифракционных спектров и используемый мате-
матический аппарат. Сформировавшиеся методы можно условно разделить на 
две категории – анализ интегральных характеристик профилей дифракционных 
отражений (чаще всего, полуширины) и анализ самих профилей отражений. 
Также возможны варианты исследования сразу всего дифракционного спектра 
(метод Ритвельда) либо отдельно каждого отражения (методы Шеррера или Ви-
льямсона-Холла для оценки полуширины или метод Уоррена-Авербаха для ана-
лиза профиля). 
Общеизвестный факт, что рентгеновский дифракционный спектр нанокри-
сталлической дисперсной системы будет отличаться уширением дифракцион-
ных отражений, по сравнению с аналогичным для микрокристаллической си-
стемы. В литературе приведены механизмы уширения отражений и способы их 
учета в процессе обработки рентгеновского спектра. Рассматриваются три при-
чины уширения: малый размер зерен (кристаллитов, частиц), микронапряжения 
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кристаллической решетки и неоднородность состава вещества по объему (него-
могенность). 
В существующих методиках обработки рентгеновских дифракционных 
спектров не учитывается неоднородность образца по размеру кристаллитов. Та-
кие методы не способны количественно определить фракционный состав, или 
хотя бы качественно показать наличие фазы с резко отличающимся размером 
зерен. Таким образом, обработка рентгеновского дифракционного спектра сме-
си микро- и нанокристаллического порошков одного и того же вещества даст в 
результате средний размер областей когерентного рассеивания в нанодиапазоне, 
что приводит к заблуждению. 
В данной работе исследуются рентгеновские дифракционные спектры сме-
сей микро- и нанокристаллических порошков карбида вольфрама 𝑊𝐶 
(пр. гр. 𝑃6̅𝑚2) взятых в разных соотношениях для поиска возможности количе-
ственного или качественного определения фракционного состава. По предвари-
тельным оценкам следует, что профиль отражений в рентгеновском дифракци-
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Nanocrystalline powders of nonstoichiometric disordered cubic (sp. gr. Fm-3m) vanadi-
um carbide VCy were synthesized by high-energy ball-milling and subsequent vacuum an-
nealing. The obtained nanocrystalline powders have the particles ranging from 80 to 20 nm 
and different stoichiometry within its homogeneity region of VC0.65 to VC0.875. The na-
nopowders were characterized by X-ray diffraction and scanning electron microscopy. 
 
